MTR952 - MICROSCOPIA E MICROANALISE DE MATERIAIS
Carga horaria: 6 h/semana (tedrica: 4 h; experimental: 2h)
Créditos: 6

Ementa:

Fundamentos, Aplicabilidade e limitagdes: Microscopia optica; Microscopia de forca
atdbmica; Microscopia tunel de varredura; Microscopia eletrénica (Microscopia
eletrénica de transmissao, Microscopia eletrénica de varredura, Microanalise de
raios-x e EELS). Preparacdo de amostras para microscopia.
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